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Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia Rektora nr 10/12
z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

EiT S | CSP

Nazwa modutu

Cyfrowe systemy pomiarowe

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Digital Measurement Systems

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektronika i telekomunikacja

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

ogolnoakademicki
(ogdlno akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiéw

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Elektrotechniki i Systeméw
Pomiarowych

Koordynator modutu

dr hab. inz. Jézef Kusmierz, prof.PSk

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku
przedmiotow

Kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiow
- semestr

semestr VI

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr letni
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Metrologia 1, 2: Podstawy elektroniki 1

(kody modutdw / nazwy modutow)

prowadzenia zajeé

Egzamin nie _
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 4
Forma wyktad éwiczenia laboratorium projekt inne

W semestrze

30

30
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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Zapoznanie studentow z podstawami dziatania systemow pomiarowych, przyrzadami

Cel systemowymi i urzadzeniami systemowymi pomocniczymi a takze oprogramowaniem
modutu | z3projektowanych systemow
Forma . odniesienie do odniesierjie
Symbol Efekty ksztalcenia prowa_d zenia efektow do efektow
efektu zajec kierunkowvch obszarowyc
(w/c/plinne) y h
posiada wiedz¢ z zakresu jednostek miar, zasad K_wW14 T1A W03
W o1 prOJe!<towan|a eksperymentu. ] przeprpwgdzama Wil T1A W04
- badan, dokumentowania wynikow pomiaréw oraz -
obliczania niepewnosci uzyskanych wynikoéw T1A_WO07
ma podstawowa wiedze w zakresie metrologii, zna K_W14
i rozumie metody pomiaru i wyznaczania wartoSci T1A W03
W 02 podstavx./ow%/c.h wielkosci elektrycznych, czasu i wil T1A W04
- czgstotliwosci, zna metody obliczeniowe i -
narzedzia informatyczne niezbedne do analizy T1A_WO07
wynikow eksperymentu
zna zasady stosowania aparatury pomiarowej oraz K_W17 T1A W03
W 03 wias.mwosm podstawowych pfzyrzqdo_w wil T1A W04
- pomiarowych, zna zasady funkcjonowania —
systemOw pomiarowych T1A_WO7
potrafi pozyskiwa¢ informacje =z literatury K_U01
U_01 |dokonywa¢ ich interpretacji oraz wyciagac¢ wil T1A_UO1
wnioski i uzasadnia¢ opinie
potrafi przedstawi¢ otrzymane wyniki w formie K_U03
U 02 liczbowej i graficznej, dokona¢ ich interpretacji i | K_Uo4 T1A_UO03
- wyciagna¢ wlasciwe wnioski T1A_U04
potrafi poshuzyé si¢ wihasciwie dobranymi K_U12
metodami i przyrzadami pomiarowymi T1A UO7
U 03 umozliwiajagcymi pomiar podstawowych wielkosci | T1A U08
- charakteryzujacych elementy i uktady elektryczne -
i elektroniczne, potrafi  zaprojektowaé¢ i
zrealizowac prosty system pomiarowy
potrafi wspoétdziatat i pracowa¢ w grupie, K_KO03
przyjmujac w niej rozne role T1A KO3
K_01 potrafi odpowiednio okre$li¢ priorytety stuzace w/l T1A K04
realizacji okreslonego przez siebie lub innych -
zadania
Tresci ksztalcenia:
1. Tresci ksztatcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efektéw
wyktadu ksztatcenia
dla modutu
1 Cyfrowe przyrzady systemowe(zasada cyfrowego pomiaru czestotliwoscii | W_02,
czasu, czestosciomierze i czasomierze cyfrowe, woltomierze cyfrowe W_03,
napie¢ statych i przemiennych, przetwarzanie rezystancji, pojemnosci i uU_03
indukcyjnosci w przedziat czasu, multimetry cyfrowe)
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2 System interfejsu a system pomiarowy ( struktura cyfrowego W_02,
systemu pomiarowego, elementy wykonawcze systemu, W_03,
konfiguracje cyfrowych systemdw, organizacja transmisji u_03
informacji)

3 Interfejs w systemie pomiarowym ( klasyfikacja interfejséw, zasieg | W_02,
interfejsu, magistrala systemu interfejsu, rodzaje szyn, operacije W_03,
logiczne na magistrali) u_03

4,5 W_02,
Interfejsy szeregowe (interfejs RS232C,422A,423A, 485) W_03,

U_03

6, Standard systemu interfejsu IEC-625 (konstrukcja i ogélne cechy W_02,
systemu IEC-625, organizacja systemu, struktura urzadzenia IEC- W_03,
625,kabel interfejsowy, wymagania techniczne magistrali IEC-625) U_03

’ Komunikacja w systemie IEC-625 (rodzaje komunikatow, W—O\i} 03
kodowanie komunikatéw urzadzen, procedury interfejsowe) U 03 ’

8 Rozszerzenia mozliwosci standardu IEC-625 (zwigkszenie W_02,
szybkosci transmisji HS 488, zwigkszenie liczby urzadzen w \l/JV_OOs’SI
systemie 1 zwigkszenie zasiggu sterowania urzadzeniami) -

9 W_02,
Przyklady systemow pomiarowych z interfejsem IEC-625 W_03,

U_03

10 Standard VXI (konstrukcja mechaniczna, magistrale podsystemu W_02,
VXI, zasady organizacji i zarzadzania podsystemami VXI, W_03,
sterowanie) U_o3

11,12 | Systemy pomiarowe z interfejsem szeregowym i rownolegtym W_02,

W_03,
U_03
13 Komunikaty interfejsowe i ich transmisja W_02,
W_03,
U 03
14,15 | Komputerowe karty pomiarowe i przyrzgdy wirtualne. Kolokwium koncowe | W_02,
W_03,
u_03
2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen
Odniesienie
Ng;fézec Tresci ksztatcenia ::zf;?:;:‘i';
dla modutu
3. Tresci ksztalcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
Nr . . . Odniesienie do efektow
zlzjglc Tresci ksztalcenia ksztatcenia dla modutu

1 Wprowadzenie W 01,W 02,wW 03,U 01,

2 Transmisja informacji za pomocg magistrali IEC-625 | U_02,U_03,K_01

3 Transmisja danych przez interfejs szeregowy RS232C | W_01,wW_02,W_03,U_01,

4 Obstuga wybranych urzadzen systemowych standardu | U_02,U_03,K_01
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IEC-625 za pomocg testera magistrali

S Obstuga programowa multimetru V-563 W_01,w_02,W_03,U_01,

6 Obstuga programowa multimetru i czesto§ciomierza U_02,U_03,K_01
systemowego

7 Projekt uktadu pomiarowego, dobor urzadzen W_01,W_02,W_03,U_01,

systemowych, oprogramowanie i uruchomienie
systemu do pomiaru rezystancji
8 Projekt uktadu pomiarowego, dobor urzadzen U_02,U_03,K_01
systemowych, oprogramowanie i uruchomienie
systemu do pomiaru impedancji

9 Projekt panelu wirtualnego w srodowisku W_01,W_02,W_03,U_01,
LabWindows do przyrzadu HP34401

10 Projekt panelu wirtualnego w srodowisku U_02,U_03,K_01
LabWindows do przyrzadu HP33120

11 Projekt uktadu pomiarowego, dobor urzadzen Ww_01,w_02,W_03,U_01,

systemowych, oprogramowanie i uruchomienie
systemu do badania przetwornikow o strukturze

czwornikowej

12 Projekt prostego systemu pomiarowego zgodnie ze U 02,U_03,K 01
standardem GPIB do pomiaru napiecia

13 Projekt prostego systemu pomiarowego zgodnie ze W_01,W_02,wW_03,U_01,
standardem GPIB do pomiaru czestotliwos$ci

14 Termin na odrobienie zalegtosci

15 Kolokwium

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadan w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektow ksztatcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

W 01 Sprawozdanie z ¢wiczen laboratoryjnych, kolokwium korncowe z zadan laboratoryjnych

W 02 Sprawozdanie z éwiczen laboratoryjnych, kolokwium koncowe z zadan laboratoryjnych

W 03 Test dopuszczajacy do ¢wiczen laboratoryjnych

U o1 Sprawozdanie z éwiczen laboratoryjnych, kolokwium koncowe z zadan laboratoryjnych

u o2 | Ocena zakresu realizacji programu ¢wiczenia laboratoryjnego

u 03 |Sprawozdanie z cwiczen laboratoryjnych

K_01 Sprawozdania z ¢wiczen laboratoryjnych, kolokwium koncowe z wyktadow
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D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 30
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 30
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 3
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 63
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktorag student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 2,1
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 23
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 10
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 10
15 | Wykonanie sprawozdan 10
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium 4
17 | Wykonanie projektu lub dokumentagii
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (surSnZ)
21 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 2,2
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta 120
23 Punkty ECTS za modut 4
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Nakitad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 64
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 2,1

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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Witryna WWW
modutu/przedmiotu




